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 アモルファスAl2O3薄膜の熱伝導率は複数の報告があり、

数密度に依存することが知られている[1] [2]。本研究では、

スパッタ成膜時における全圧、基板温度などを系統的に変

化させ、熱伝導率の制御範囲を調べた。また、熱伝導率の

音速（ヤング率）、膜の局所構造との関連にも着目する。 

熱物性解析用の試料は、RF マグネトロンスパッタ法に

より合成石英ガラス基板上に Mo/Al2O3/Mo の 3 層膜を作

製した。熱物性解析にはナノ秒サーモリフレクタンス測定

法、ヤング率はナノインデンテーション試験法、膜の局所

構造は X線吸収端近傍構造(XANES)により解析した。 

Fig. 1 に XANES スペクトルを示す。図中に①と②で示

すように、2 種類の異なるスペクトルが得られた。Fig. 2

に原子の数密度と熱伝導率の関係を示す。熱伝導率が先行

研究の直線近似付近にある試料、直線近似から外れた 1 

Wm-1K-1 未満の試料の 2 種類の存在が示唆された。Fig. 2

中の①、②は Fig. 1の XANESスペクトルのグループに対

応する。これよりスペクトル形状の違いと熱伝導率の数密

度依存性との間の関連が示唆される。つまり Al2O3薄膜の

熱伝導率変化には、数密度だけでなく膜の局所構造も影響すると考えられる。 
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Fig. 1 XANES spectrum of Al2O3 thin films 

 

Fig. 2 Thermal conductivity as a function of 

the number density of the atoms 
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